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DAFS 計測法は、結晶性試料（単結晶、粉末結晶）に対し、測定ターゲットとする元素の X 線

吸収端近傍のエネルギーにおいて、入射 X 線エネルギーを掃引しながら、幾つかの X 線回折ピー

クの積分強度変化を計測する手法である。DAFS 法は、複数のサイトに同一元素種がある場合に、

サイト選択的に原子の電子状態/局所構造情報を分離抽出できるなど、通常の XAFS 計測では得ら

れない情報を提供することが可能である。 

これまで、3 次元的な吸着構造や配位構造の解析には、単結晶試料に対する偏光 XAFS 計測に

よる解析が主に行われてきている。本研究では、粉末結晶試料に対して、回折像の方位角の DAFS

スペクトル強度が、入射 X 線に対し偏光依存性を有することを利用し、複数の回折ピークの DAFS

スペクトルを回折像の 1/4 象限の範囲で計測することにより、測定ターゲット原子の周りの 3 次

元的な配位構造/局所構造に関する情報の抽出を行うことを目的としている。 

DAFS 測定は、大型放射光施設 SP ring-8 のビームライン BL36XU[1]において行った。図 1 に計

測装置配置を示す。DAFS 計測には、2 次元ピクセル

X 線検出器 PILATUS 100K を用いた。試料は、Sr3Fe2Ox

粉末結晶を 1 mmφのキャピラリに封入したものを用

いた。DAFS 計測は、Sr K 端（17.0 keV）近傍で、ク

イック XAFS スキャン法により行った。現在、得られ

た DAFS スペクトルに対し解析を進めている。発表で

は、計測の概要および解析結果について報告する。 
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Fig.1 Layout of DAFS measurement system. 
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